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グラフェン中に含まれる欠陥は、バッテリー分野等において重要な役割を果たす[1]。そのため、

微視的な欠陥の種類と電子状態との相関関係を正しく理解する必要が有る。我々は、高配向性グ

ラファイト（Highly Oriented Pyrolytic Graphite：HOPG）の表面に存在する、単層厚さの微小なグラ

フェンシートに着目し、走査型トンネル顕微鏡（Scanning Tunneling Microscopy: STM）を用いて、

局所的な欠陥に起因する原子スケールの輝点配列を解析する試みを進めている。 

図 1 は全て、超高真空中で得られた HOPG 表面の STM 画像である。まず図 1(a)は、HOPG 表面

をテープ剥離によりへき開した際に、完全に剥がれることなく折り畳まれた、単層のグラフェン

シートである。図中の点線□部を拡大した結果を図 1(b)に示す。図 1(b)では、幾つかの特徴的な

輝点配列が可視化されている。まず、下地となる HOPG 表面上には、テラス部の STM 観察でよ

く知られた、三角形の輝点配列が観測されている（図 1(c)参照）。次に、単層グラフェンシート内

を中心に、√3×√3 の周期を持つ、菱形の輝点配列が見られた（図 1(d)参照）。この菱形構造は、HOPG

表面の原子ステップ端近傍[2]や、SiC 表面上に形成したグラフェンのエッジ部[3]などで報告され

ている。これらに加えて、我々は、図 1(a)で示す微小なグラフェンシート中に長方形状の輝点配

列が存在することを見出した（図 1(e)参照）。従来、類似の形の輝点配列は、酸化グラフェンの STM

観察で一件報告されている[4]が、酸素官能基を含まない、剥離グラフェンシートで可視化された

例は見当たらない。当日は、図 1(e)で示す長方形パターンが現れる起源について、考察した結果

を含めて報告する。 
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 FIGURE 1. a) STM image of small graphene sheet on HOPG. b) Magnified image of the dotted area in (a). c) Triangular 
lattice. d) Rhombus lattice. e) Rectangular lattice. All images were taken at a sample bias of -50 mV. 
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